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Przyrzad do porownywania charakterystyk diod i tranzystoréw
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Przedmiotem wynalazku jest przyrzad do poréw-
nywania charakterystyk diod i tranzystoréw o do-
wolnej mocy, wspélpracujacy z oscyloskopem ka-
todowym, zawierajgcy dzielnik pradu bazy, gene-
rator przesuwu charakterystyk oraz generator na-
piecia analizujgcego, przeznaczony do stosowania
w. zakladach produkujgcych lub naprawiajgcych
maparature elektroniczng, a zwlaszcza w przemysle
elektronicznym.

Znany jest 2z polskiego opisu patentowego
f# 104 950 przyrzad do badania charakterystyk ele-
ent6w poiprzewodnikowych i lamp elekirono«
Wwych, ktorego istota polega na tym, ze ma gene=
rator osi wapolrzednych x, y z wyjsciami polaczo-
Aymi poprzez przelgcznik skalowaniad oraz poprzez
bdrebne dla kazdego z wyjsé regulacyine rezystos
ry, z WyjSciowymi zaciskami przyrzadu, przezna=
¢ézonymi do polgczenia z odpowiadajacymi im za=
ciskami x, y katodowego oscyloskopu, natomiast
do obu wyjéé tego przelgcznika, a przez regula-
t¥jne rézystory polaczone. sg poprzez pomiarowy
przelacznik, dwa WwyjScia odchylania generatora
hapiecia analizujgcego, przy czym przelgczniki te
5q wzajemnie wspoélzalezne.

Znany jest réowniez z karty katalogowej firmy
Philips przyrzad do pomiaru charakterystyk wej-
Sciowych i wyjSciowych elementéw poélprzewodni-
kowych z wbudowang lampa oscyloskopowa, wy-
posazony w generator napiecia schodkowego i ge-
nerator napiecia sinusoidealnego wyprostowanego,
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ktorego wyjscie jest polaczone poprzez ukiad
sprzezenia zwrotnego z wejsciem synchronizacji
generatora napiecia schodkowego. Impulsy w ukla-
dzie tym sj generowane w ten sposéb, ze podczas
podawania jednej poidwki sinusoidy generowany
jest jeden poziom napiecia przez generator schod-
kowy, a podczas nastepnej polédwki = nastepny
wyiszy poziom. Dane liczbowe parametréw mierzo-
nych elementéw péiprzewodnikowych uzyskuje sig
2 przeliczen odczytéw polozen pokretel czulodei od-
chylenia poziomego i pionowego.

Znany jest 2z polskiego opisu patentowego
nr 53047 spos6b dobierania par tranzystorow
W calym . zakresié czestotliwodei akustycznych
w wukladzie 'najbardziej zblizonym do ' ukladu,
w ktorym dobrana para tranzystorow bedzie pra-
cowaé. Tranzystory sterowame 8§ przebiegami zgod-
nymi w fazie o réwnych amplitudach i czestotli-
wosci, Jako kryterium praktycznej identycznosci:
przyjmuje sie zanik napiecia na wspélnym obcia-
zeniu.

Znany jest =z polskiego opisu patentowego
nr 58416 sposéb dobierania par tranzystoré6w do
wzmacniaczy réznicowych pradu stalego polegaja-
cy na tym, ze jeden tranzystor sposréd mierzonych
przyjmuje si¢ za tranzystor odniesienia i umieszcza
sie w jednej gatezi wzmacniacza réznicowego, przy
czym suma pragdow emiteréw tranzystoréw umiesz-
czonych w obydwu galeziach wzmacniacza jest nie—
zalezna od parametréw tych tranzystoréw. Nastep-
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Nie do wejscia wzmacniacza doprowadza sie rozni-
cowy sygnal stalopradowy i réwnoczesnie mierzy .

sie roznicowy sygnal na wyjsciu wzmacniacza.
Jako kryterium doboru pary tranzystorow przyj-
muje sie wystepowanie jednakowych wyjsciowych
Sygnaléw roéznicowych w granicach zalozonych to-
lerancji dla roznicowych sygnaléw wejsciowych.

Znane jest 2z polskiego opisu patentowego
“hr 64309 urzqdzenie do dobierania par tranzysto-
row malej mocy wyposazone w niedoskonaly prze-
lacznik eletromechaniczny zbudowany z przekai-
‘hikéw kontraktronowych. Przelacznik elektrome-
chaniczny jqéf, klopotliwy do synchronizacji samego
momentu przélgczenia badanych tranzystoréw, wy-
gtepowania odbi¢ stykéw. Wady te powoduja 'znie-
ksztalcenia charakterystyk oraz obserwacje na os-
cyloskopie.

Znane jest 1z polskiego opisu patentowego
nr 84196 spos6b dobierania par tranzystoréw pra-
cujgcych w szerokim zakresie ' temperatur lub
w wybranym zakresie temperatur. Dobierane tran-
zystory poddaje si¢ zadanym zmianom temperatury
w komorze klimatycznej wyposazonej w zespoly
zacisk6w dla mierzonych elementow.

Znany jest z polskiego opisu patentowego
nr 87 049 uklad do pomiaru parametré6w pary tran-
zystor6w pracujacych w ukladzie wzmacniacza roz-
nicowego pradu stalego. Pomiar polega na porbéw-
naniu odpowiednich parametrow w okreslonym
punkcie pracy. Uklad pomiarowy wymaga utrzy-
mywania z bardzo duzg dokladnoscig wielkosci
okreslajacych punkt pracy. \

Celem wynalazku jest zaprojektowanie takiego
przyrzadu, ktéry umozliwi dokonywanie jednocze$-
nie pomiaru i por6bwnywania charakterystyk dwoch
badanych tranzystor6w i diod tego samego rodza-
ju, ktorych charakterystyki ze wzgledu na prace
powinny by¢ jednakowe. } .

Istota wynslazku polega na tym, ze zespol diod
polaczony jest poprzez przelacznik zmiany biegu-
nowos$ci napigcia analizujacego z gniazdem pomia-
ru poréwnywanych tranzystoré6w oraz z zespoiem
bramek diodowych, ktére poprzez przelgcznik po-
laczone sg z potencjometrem dla kanalu x oscylo-
skopu, zas srodék uzwojenia wtérnego generatora
napiecia analizujgcego polaczony jest z zespolem
rezystorow obcijzenia 1 potencjometrem dla kana-
tu y ‘oscyloskopu, przy'czym obwody baz porow-
nywanych tranzystor6w zasildne s3 z generatora
przesuwu charakterystyk poprzéz rezystorowy
dzielnik pradu. :

Przyrzad -wedlug Wynalazkid umozliwia uzySki-
Wanie ¢4dlej rodziny charakterystyk wyjsciowych
ordz poroéwnywanié charakterystyk wyjsciowych
tranzystoréw 1 diod w wymaganych bardzo $zéro-
kich zakresach pradowo-napieciowych.

Rozwiazanle wedlug wynalazku jest uwidotznlos
fie w przykladzie wykonania ni rysunku, na kto-
tym fig. 1 przedstawia blokowy schemat przyrza-
du, a fig. 2 schemat ideowy polaczéh przyrzadu.
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Przyr2ad wedlug wynalazku sklada sle z genérda
tora 1 napiecia analizujgcego. polgczonego szerego-
wo z zespolem 2 prostownikéw, gniazdem 3 po-
miaru tranzystorow, dzielnikiem 4 rezystorowym
i generatorem 5 przesuwu charakterystyk, zas row-
nolegle polaczonego z zespolem 6 rezystor6w ob-
ciazenia i dzielnikiem 7 napiecia kanalu y oraz
z zespolem 8 bramek diodowych i dzielnikiem 9
napiecia kanalu x. Generator 1 zasila zesp6l 2
czterech ukladéw prostownikéw. Oznaczenia D1 —
R1 — D3 — R3 dotycza prostownikéw w ukladzie
jednopotéwkowym napiecia impulsowego o jedna-
kow'ych amplitudach przesunietego wzgledem sie-
bie o 180 stopni o znaku dodatnim i oznaczenia
D2 — R1 — D4 — R2 o znaku ujemnym. Zesp6l
2 prostownik6w polaczony jest z przelgcznikami
P1 i P2 zmiany znaku napiecia, ktére zasilajg ko-
lektory badanych tranzystoré6w T1 i T2 w gniaz-
dach 3 pomiarowych. Bazy badanych tranzystorow
T1 i T2 polgczone sa z rezystorowym dzielnikiem
4 pradu, zlozonym z dwoch gatezi rezystorow RT
i- R8, ktéry wspdlpracuje z generatorem 5 przesu-
wu charakterystyk o zmieniajacym sie w spos6b
lin.iowy ‘napieciu od warto$ci zero do maksymal-
nej w ciagu kilkunastu sekund. Prady kolektoréw
badanej pary tranzystor6bw sa wyznaczane jako
spadek napiecia na rezystorze R3 lub R4 zespolu
6. Przelacznikiem P5-wlacza sie odpowiednig rezy-
stancje obcigzenia w obwodd kolektoréw badanych
tranzystorow.

Napiecie kolektor-emiter dla kazdego z pary
tranzystoro6w jest wyznaczone na rezystorze R6
dzielnika 9 napigcia kanalu x, poprzez bramki dio-
dowe D5, D6, D7, D8~zespolu 8. Przelgcznik P3
i P4 sprzezony z przelgcznikiem P1 i P2 umozli-
wia pomiar tranzystoréw o przewodnictwie PNP
i NPN, za$ potencjometrami dzielnikéw 7 i 9 do-
biera sie odpowiednig wielko$é sygnalow dla ka-
natéw x i y oscyloskopu. Kolektory sg analizowa-
ne napieciem przesunictym w fazie o 180 stopni,
a czas pomiaru kaidego .z tranzystoréw wynosi.
okolo 20 milisekund,

Zastrzezenlie patentowe

Przyrzad do poréwnywania charakterystyk diod
i tranzystoréw o dowolnej mocy, wspélpracujgey
z oscyloskopem katodowym o wejsciach x 1 y, #a~
opatrzony w dzielnik pradu bazy oraz genératoy
napiecia analizujgcego, znamienny tym,; z@ Zespéi
(2) diod polgczony jest poprzez przelgeznik g#iiia=
ny biegunowos$ci napiecia analizujgcego # gniadzdem
(3) pomiari poréwnywanych tranzystordw 6r8Z
z zebpoleni (8) bramek diodowyeh, ktére poprzéz
przélaeznik polgczone sg z potencjometrem (9) dia
kanalu x oscyloskdbpu, zd$ Srodek uzwojenia wtér=
nego géneréitora (1) napiecid analizujgeego poliezoa
ny jest z zespolem (6) rezystorow obcigzenia i po-
tencjometrem (7) dla kanalu ¥y oscyloskopu; przy
czym obwody baz poréwnywanych tranzystorow
zasilane sg z generatora (5) przesuwu charaktery=
styk poprzez oporowy dzielnik (4) pradu.
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